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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest bea-
imersyjna metoda badania oraz klasyfikowanie smu-
zystosci szkda optycznego w blokach., z polerowa-
nymi powierzchniami czynnymi.

1.2, Okreslenia

1.2.1. Smuga - ograniczony obszar szkta wykry-
walny metoda cieniowg, roézniagcy sie od otaczajg-
cej je masy wspoédczynnikiem zakamania.

1.2.2,

nie réwnolegdych powierzchni
kontroli do przeswietlania bloku.

Powierzchnie czynne bloku - para wzajem-
stuzacych podczas

2. PODZIAL

Szkdo optyczne w zaleznosci od wielkosci defor-
macji czota fali wywotanej przez smugi dzieli sie
na trzy kategorie: 1, 2 i 3.

Kategorie szkda dziela sie na trzy klasy:

A - bloki szkta badane w trzech wzajemnie pro-
stopadtych kierunkach,
B - bloki szk#a badane w dwéch wzajemnie pro-

stopadtych kierunkach,
C - bloki szk#a badane w jednym kierunku.

3. URZADZENIA POMIAROWE

3.1.
stosci szkda w blokach w kategorii 1, Badanie smu-
zystosci szkda optycznego w kategorii 1 przepro-
wadza sie za pomocg urzadzenia przedstawionego
schematycznie na rys. 1.

1 - zrodto Swiatka,

Urzadzenie do przemysdowego badania smuzy-

2- stolik przedmiotowy,
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Urzadzenie powinno spednia¢ nastepujace wymaga-
nia:

a) zrodio Swiatda powinno by¢ kotowe o jedno-
rodnej luminancji i emitujace Swiatdo biate} bar-
wy Swiatda nie toleruje sie,

b) stosunek Srednicy <« zZrédta Swiatda do jego
odlegtosci a od osi obrotu stolika przedmiotowe-
go powinien wynosi¢ 15 «10“~; zaleca sie, aby od-
legtos¢ a wynosita 4,5 +0,5 m,

c) stolik przedmiotowy powinien mie¢ regulowanag
wysokosé, aby umozliwi¢ umieszczenie blokéw szkia
na osi urzadzenia oraz zapewni¢ ich obrét wokét
pionowej osi w granicy +45°; plytka stolika nie
powinna tworzy¢ na ekranie refleksow,

d) ekran powinien by¢ wykonany ze szkka jedno-
stronnie matowego mikroproszkiem Sciernym o nume-
rze ziarna 14 (m; odlegtos¢ b ekranu od osi sto-
lika powinna wynosi¢ 2 +0,1 m,

e) natezenie oswietlenia ekranu powinno wynosic
3,5 +0,5 tm.

3.2. Urzadzenie do przemystowego badania
zystosci szkda w blokach w kategorii 2 i 3. Bada-
nie smuzystosci szkda w blokach w kategorii 2 i 3
przeprowadza sie na dowolnym urzgdzeniu projekcyj-
nym, zbudowanym wg schematu przedstawionego na
rys. 1. Urzadzenie powinno spednia¢ nastepujace
wymagania:

a) zrédto sSwiatda powinno by¢ biate;
+a Swiatda nie toleruje sie; zewnetrzny obrys
zrédda Swiatda powinien mie¢ ksztatt koka lub pro-
stokata o stosunku bokéw krétszego do dduzszego

3 - ekran.
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nie mniejszym niz 2:3; krétszy bok o
réwnolegty do osi stolika,

powinien byé

b) stolik przedmiotowy powinien speinia¢ wyma-

gania podane w 3.1 e),

0) urzadzenie powinno mie¢ phynnie regulowany
wymiar D zrodda Swiatda lub jego odlegtosci a od
osi stolika; zaleca sie, aby odlegto$¢ a  Zrédia
Swiatta od osi stolika wynosita okoto 500 mm,

d) ekran powinien by¢ pokryty biela cynkowg; od-
legtos¢ t ekranu od osi obrotu stolika powinna
wynosic¢ 300 =50 mm,

e) natezenie oswietlenia ekranu powinno wynosic
100 -F150 Ix.

3.5. Urzadzenie do wzorcowania smug wzorcowych
kategorii 2 i 3. Wzorcowanie wzorcéw granicznych
smug kategorii 2 1 3 przeprowadza sie za pomoca
urzadzenia przedstawionego na rys. 1 .

Urzadzenie powinno spe#nia¢ nastepujgce wymaga-
nia:

a) zrodto Swiatda - wg 3.1 a),

b) Srednica o zZrédta Swiatda lub jego odleg-
408¢ a od osi obrotu stolika powinny byé zmienne
w takich granicach, aby iloraz o/u pokrywat z
nadmiarem przedziat o,005 < o /® < 0,01;
sie, aby odlegtos$¢ wynosita okoto 500 mm,

cl stolik przedmiotowy powinien speiniaé wyma-
gania podane w 3.1 0),

d) ekran powinien by¢ wykonany zgodnie z 3.2 d),

zaleca

e) natezenie oswietlenia ekranu wg 3.2 €).

5.4, Jednorodnos$¢ lumiwsncji zrodia sSwiatha
sprawdza sie za pomocag zestawu przedstawionego na

rys. 2.

1- zrodto Swiatha,

Obiektyw powinien tworzy¢ na ekranie obraz zréd-
+a Swiatda wolny od efektéw winietowania, Sredni-
ca obrazu zZrédta sSwiatda utworzonego przez obiek-
tyw na ekranie nie powinna by¢ mniejsza niZz2omm.
Obraz ten obserwowany nieuzbrojonym okiem nie po-
winien mie¢ dostrzegalnych cieni.

4. WZORCOWANIE SMUG WZORCOWYCH KATEGORII 2 1 3

a«l. Wymagania dotyczace wzorcéw -;nug. Smugi
przeznaczone do wzorcowania powinny miescié¢ sie w
prostopadtosciennych pdytkach wzorcowych z pole-

2- obiektyw,

rowanymi na smole powierzchniami czynnymi, $lady
niedopolerowania sa niedopuszczalne. Pozostate po-
wierzchnie ptytek wzorcowych powinny by¢ matowe.
Nieréwnolegtosé powierzchni czynnych nie powinna
przekraczaé¢ 1°.

Smuga wzorcowa powinna by¢ w plytce wzorcowej
odosobniona i wyraznie oznaczona oraz w przybli-
zeniu powinna byé prostoliniowa i przebiegaé
prostopadle do jednej z matowych powierzchni spet-
niajacych role podstawy pytki.

a,2, Przebieg wzorcowania smug wzorcowych kate-
gorii 2 13.

a) wzorcowanie smug wzorcowych przeprowadza sie
za pomoca urzadzenia - wg 3 .3» W pomieszczeniu za-
ciemnionym,

b) ptytke wzorcowg nalezy postawi¢ na stoliku
przedmiotowym poza jego osig, prostopadle do osi
urzadzenia. Nalezy dobrac¢ taka wartos¢ ilorazu </a,
aby na ekranie powstat wyrazny cien smugi. Zwiek-
sza¢ Srednice zrédia sSwiatda lub zmniejszaé
jego odlegtos¢ a od stolika przedmiotowego do
chwili znikniecia cienia smugi na ekranie. Wyli-
czy¢ wartos¢ ilorazu ; w chwili znikniecia
cienia smugi na ekranie. Pomiar przeprowadzic¢ pow-
térnie, dobierajac poczatkowo taka wartos¢ ilora-
zu (@ /a)", przy ktérej na ekranie nie widaé¢ cie-
nia badanej smugi. Zmniejsza¢ wielkosé¢ 0 lub
zwieksza¢ a az do momentu pojawienia sie na ekra-
nie cienia smugi. Wyliczy¢ wartos¢ (<p/ a w chwi-
li pojawienia sie smugi na ekranie. W czasie ob-
serwacji nalezy nieustannie porusza¢ plytke sto-
lika drobnym powolnym ruchem wahad¥owym.

<Pla

Rys. 2

3 - ekran.

ci smuge nalezy przyja¢ za wzorcowg w kategorii
2, jezeli $rednia arytmetyczna oraz 4>/0)"
wynosi 0,005 +0,001, a w kategorii 3, gdy tasred-
nia wynosi 0,010 %0 ,001,

(<P / a)’

d) smuga wzorcowa powinna by¢ zaliczana do tej
samej kategorii w kazdym potozeniu stolikaw prze-
dziale +10° wzgledem potozenia opisanego w 3 d),

ze smuga wzorcowg nalezy oznaczy¢ od-
"Kat. 3".

e) ptytke
powiednio napisem "Kat. 2" Ipb
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5. JUSTOWAJm UBZADZBDIA DO PRZEMYSLOWEGO BADANIA
SMUZYSTOSCi SZKEA W KATEGORII 2 i 3

Przebieg gustowania:

a) badany blok szk#a - wg 6.1 nalezy ustawi¢ na
stoliku przedmiotowym tak, aby jego powierzchnia
czynna zwrécona do Zrédta Swiatda przechodzita
przez o$ obrotu stolika} bezposrednio przed ta po-
wierzchniag poza osig obrotu stolika nalezy posta-
wi¢ ptytke ze smugg wzorcowa,

b) dobra¢ takg wartos¢ ilorazu #/a(dub D/a),
aby cien smugi wzorcowej nie byt widoczny; nalezy
zmniejsza¢ wymiar zréodta sSwiatta lub zwiekszac je-
go odlegtos¢ od stolika, do momentu pojawienia sie
ledwo widocznego cienia smugi na ekranie w czasie
obserwacji nalezy lekko porusza¢ ptyta stolika ru~
chem wahadtowym,

c) jezeli do justowania uzyto smugi wzorcowej
kategorii 2 lub 3, to przyrzad jest przygotowany
odpowiednio do badania smuzystosci blokéw szkda w
kategorii 2 lub 3.

6. BADANIE SMUZYSTOSCI SZKEA

6.1. Badanie smuzystosci szkda w kategorii 1.Do
badania smuzystosci w kategorii 1 dopuszcza sie
szkdo zaliczone do kategorii smuzystosci 2.

Zaleca sie, aby szkdo poddane badaniu smuzysto-
Sci w kategorii 1 miato postac¢ ptaskoréwnolegtych
ptytek o grubosci ksztattki elementarnej. Phytki
przeznaczone do badania smuzystosci w kategorii 1
powinny spedniaé¢ nastepujace wymagania:

a) powierzchnie powinny by¢ polerowane na smole;
dopuszcza sie odosobnione rysy i punkty,

b) réwnolegtosé powierzchni czynnych nalezy za-
z doktadnosciag do 3°«
Sladow

chowac
c) nie dopuszcza sie

powierzchni czynnych,
d) powierzchnie nieczynne ksztaktek nie powinny

tworzy¢ na ekranie reflekséw utrudniajacych obser-

niedopolerowania

wacje,

e) badanie smuzystosci nalezy przeprowadzaé¢ za
pomoca urzadzenia - wg 3.1 w pomieszczeniu zaciem-
nionym,

T) podczas badania nalezy badanag ptytke lub ekran
przesuwa¢ poprzecznie ruchem wahadtowym o niewiel-
kiej amplitudzie,

g) szkdo optyczne, w ktérym podczas badania
przeprowadzonego wg 6.1 nie wykryto smug, zalicza
sie do kategorii 1.

6.2. Badanie smuzystosci szkka w blokach kate-
gorii 2 1 3

6.2.1. Wymagania dotyczace blokéw szkta

a) bloki szkda powinny by¢ zblizone do prosto-
padtoscianu,

b) powierzchnie czynne bloku powinny by¢ réwno-
legte z odchytka 3°.

d) nie dopuszcza sie niedopolerowanych powierz-
chni czynnych; w przypadku watpliwym nalezy dla

tego bloku przeprowadzi¢ ponowne justowanie jak
w rozdz. 5,
e) bezposrednio przed pomiarem powierzchnie

czynne bloku nalezy odkurzyé¢,
) powierzchnie nieczynne bloku nie powinny two-
rzy¢ na ekranie refleksow.

6.2.2. Przeprowadzenie badania smuzystosci blo-
kéw szkdta w kategorii 2 i 3 za pomocg smug wzor-
cowych

a) badanie smuzystosci blokéw nalezy przeprowa-
dzi¢ w pomieszczeniu przyciemnionym,

b) badanie smuzystosci w kategorii 2 i 3 prze-
prowadza sie na urzadzeniu - wg 3.2 justowanym od-
powiednio za pomoca wzorcowej smugi kategorii 2
lub 3,

c) blok szk#a nalezy umiesci¢ na obrotowym sto-
liku przedmiotowym,
stopadle do osi urzadzenia i obraca¢ w czasie ba-
dania w granicy +45°,

d) w czasie badania smuzystosci blokéw w kate-
gorii 2 nalezy dodatkowo postugiwa¢ sie wzorcem
smugi kategorii 3 umieszczonym bezposrednio za ba-
danym blokiem szk#a od strony ekranu,

powierzchniami czynnymi pro-

e) czynnos¢ - wg c) nalezy powtdrzy¢ przewraca-
jac blok na sasiednig nieczynng powierzchnie,

f) podczas badania smuzystosci ze wzgledu na
zmeczenie wzroku nalezy okresowo sprawdzaé¢ justo-
wanie urzadzenia.

6.3. Cechowanie. Na kazdym bloku nalezy oznaczy¢
trwale stwierdzong kategorie i klase smuzystosci.

6.4. Ocena wynikéw badania smuzystosci szkta

6.4.1. Kategoria 2. Do kategorii
nalezg te bloki szkta, w ktérych:

a) podczas badania za pomoca urzadzenia wg 3.3
przy zachowaniu stosunku «/a = 0,005 oraz prze-
strzeganiu wymagan wg 6.2.1, 6.2.2 a), c) i F)nie
wykryto zadnych smug,

b) podczas badania za pomoca urzadzenia wg 3.2
Jjustowanego za pomocg smugi wzorcowej kategorii 2
i przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami wg 6.2 nie

2 smuzystosci

wykryto zadnych smug lub wykryto nieliczne, odo-
sobnione smugi silniejsze od smugi wzorcowej ka-
tegoii 3.

6.4.2, Kategoria 3. Do kategorii 3 smuzystosci
nalezg te bloki szkta, w ktoérych:

a) podczas badania za pomocg urzadzenia opisa-
nego wg 3.3 przy zachowaniu stosunku <p/a- 0,01
oraz przestrzeganiu wymagan - wg 6.2.1, 6.2.2 a),

c) 1 ) nie wykryto zadnych smug,

b) podczas badania smug za pomoca urzgdzenia wg
3.2 justowanego za pomoca smugi wzorcowej kate-
gorii 3, przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami wg

c) powierzchnie powinny by¢ polerowane; dopusz- 6.2 nie wykryto zadnych smug lub wykryto nielicz-
cza sie odosobnione xyay i1 punkty, ne odosobnione smugi .
KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE

1. Instytucja opracowujgca normo — Centralna T.aborato-
rium Optyki, Warszawa,

2m Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6861-05. Wprowa-
dzono nowa metode badania smuzystosci szk#a optycznego w
blokach.

DODATKOWE

3. Autorzy projektu normy - doc.dr hab. inz. Florian Ra.

tajczyk, dr Barbara Lisowska - Instytut Fizyki
n@d Politechniki Wrockawskiej, Wrockaw.

Technicz-



